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<S) Verfahren und Vorrichtung zur Messung des Glanzgrades 

(§) Verfahren zur Ermittlung des Glanzgrades einer Oberfla- 
che mittels eines Reflektometers, welches aufweist: eine 
optische Strahlungsquelle zum Aussenden eines Strahlen- 
bundels, welches die Oberflache unter einem Winkel a - 
bezogen auf die Rachennormale - trifft, einen in einem im 
wesentlichen dem Einfallwinkel a entsprechenden (Ausfall- 
jvVinkel zur Flachennormalen ausgerichteten. auf der gegen- 
uberliegenden Serte angeordneten, Strahlungsempf anger 
zum Aufnehmen des von der auszumessenden Oberflache 
reflektierten MeSstrahls eine Baugruppe zum Ermitteln des 
Glanzgrades aus der durch den Strahlungsempf anger aufge- 
nommenen Strahlung und Ausgabe einer entsprechenden 
Grd&e, eine Anzeige- und/oder Speichervorrichtung zum 
Anzeigen bzw. Festhalten der dem Glanzgrad entsprechen- 
den Grd&e, wobei der Einfalls- und/oder Ausfallswinkel des 
MeBstrahls durch Verschwenkung der Position der Strah- 
■ lungsquelle bzw. des Strahlungsempf angers innerhalb eines 

CWInkelbereichs verandert wird, der eine wesentliche Verrin- 
gerung der reflektierten Strahlung beidseits des Reflexlons- 
maximums einschlie&t und im Bereich des Schwenkwinkels 
eine Anzahl von dem Glanzgrad entsprechenden Grd&en 
festgehalten wird. 
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Beschreibung Die Erfindung schiieBt die Erkenntnis ein, daB die 

Verwendung von einem oder nur einigen wenigen weit 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren der im Oberbe- auseinanderliegenden MeBwerten zur exakten, und re- 
griff des Anspmchs 1 angegebenen Art sowie ein Re- produzierbar aussagekraftigen Ermittlung des Glanzes 
flektometer zur Durchfuhrung des Verfahrens. 5 mit einer erheblich groBeren Ungenauigkeit und der 

Glanz ist eine Eigenschaft von lichtreflektierenden Gefahr einer Fehlinterpretation verbunden ist als die 
Oberfiachen. Der Glanz der Oberflache bildet eine opti- Auswertung einer Anzahl von MeBwerten, welche in 
sche Aufwertung sowohl von Gebrauchsgegenstanden Form einer geschlossenen MeBreihe von benachbarten 
als auch solchen eher kunstlerisch gestalteten Objekten Werten im Bereich der grdQten Reflexion in Nachbar- 
die mehr Gegenstand der Anschauung als der prakti- 10 schaft des Reflexionsmaximums zur Verfugung stehen. 
schen Nutzung sind. In jedem Fall stellt die makellos Wahrend beim Stand der Technik die relativ weit aus- 
(insbesondere hoch-) glanzende Oberflache ein Quali- einanderliegenden Werte jeweils unter der Bedingung: 
tatsmerkmal dar, far das eine moglichst objektive Beur- Einfallswinkel = Ausfallswinkel ermittelt wurden, erfol- 
teilungsmdglichkcit gesucht wird. Dabei kommt es ei- gen bei der erfindungsgemaBen Ldsung mehrere Mes- 
nerseits auf die GleichmaBigkeit des Glanzes und ande- 15 sungen in der Nachbarschaft eines einzigen Winkelbe- 
rerseits auf bestimmte Glanzwerte an, wenn eine eher reichs. Damit kann dann das Verhalten im Bereich die- 
matte Glanzwirkung gewunscht wircl ses Maximums genau erfaBt werden, wahrend frtiher 

Bei den bekannten Geraten ist es mit erheblichen durch mdgliche Fehljustierungen noch nicht einmal si- 
Schwierigkeiten verbunden, reproduzierbare und aussa- chergestellt war, daB Qberhaupt im Reflexions maxim urn 
gefahige MeBwerte, als Qualitatskriterium zur Beurtei- 20 gemessen wurde. Es wurde also lediglich eine Mittelung 
lung von beispielsweise Kunststoff- oder Lackoberfla- von mehr oder weniger genau getroffenen Reflexions- 
chen zu erhalten. Dazu kommt, daB das menschliche maxima vorgcnommcn. 

Auge den Glanz nicht im streng physikalischen Sinne, Dies gilt um so mehr, je grdSer der Aufwand zur 
sondern eher physiologisch unter Beriicksichtigung ver- Justage der fQr die DurchfQhrung der Messungen erfor- 
schiedener Betrachtungswinkel bewertet Daraus resul- 25 derlichen MeBmittel ist Die Auswertung eines Kurven- 
tieren erhebliche Abweichungen, die eine Standardisier- verlaufs ergibt daruberhinaus eine Mehrzahl von Zu- 
ung der Glanzmessung erschweren. satzinformationen, die zur erganzenden Interpretation 

Um Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der Mes- der ermittelten physikalischen GrOBe herangezogen 
sungen zu verbessern, ist gemaB EP-B1 483 468 vorge- werden kdnnen. Hierzu gehart insbesondere die Verrin- 
schlagen worden, in einem MeBinstrument zur Messung 30 gerung der Glanzwirkung beim Auswandern aus dem 
des Glanzes mehrere, vorzugsweise drei Satze von opti- Reflexionsmaximum und das Verhaitnis von Gianzre- 
schen Einrichtungen anzuordnen, um die Reflexion bei flektion zu den diffus zuriickgeworfenen Strahlungsan- 
verschiedenen Auftreffwinkeln der Strahlung bei einer teilen. Gerade hierdurch lassen sich Unterschiede der 
zu untersuchenden Oberflache messen zu kdnnen. Dazu Wirkung von n Glanzlichtern w zwischen fein polierten 
sind MeBdetektoren vorgesehen, welche das reflektier- 35 metallischen Oberfiachen und mattierten Oberfiachen 
te Licht aufnehmen und deren Ausgangssignale durch objektiviert erfassen. Derartige Unterschiede treten 
eine geeignete Rechen-Einheit ausgewertet werden. beispielsweise bei konvexen Oberfiachen durch die 
Dazu ist in der MeBvorrichtung fQr jeden Satz der opti- GrdBe der Ausbildung eines Glanzeff ektes und seiner 
schen Einheiten ein Referenzwert abgespeichert, der Eigenschaft uberstrahlend zu wirken in Erscheinung. 
einem MeBsignal bei einem Glanzkennwert von einhun- 40 Entsprechend der bevorzugten Ausf uhrungsform der 
dert entspricht Erfindung wird der Glanzwinkel (d. h. der Reflexions- 

Die vorstehend beschriebene MeBeinrichtung weist winkel, der gemaB vorliegender Formen fur eine Be- 
den Nachteil auf, daB zur Glanzwert-Bestimmung nur strahlung einer zu untersuchenden Oberflache einzuhal- 
maximal drei festliegende MeBrichtungen herangezo- ten ist, um vergleichbare und reproduzierbare MeBer- 
gen werden kdnnen. Es ist weiterhin mit erheblichem 45 gebnisse zu erhalten) bei der Ermittlung des Glanzgra- 
konstruktiven Aufwand und entsprechenden Schwierig- des verf ahrensgemaB in einem vorgebbaren Bereich va- 
keiten fur eine exakte Montage der verwendeten opti- riiert, der bevorzugt symmetrisch zum Maximum gele- 
schen Einrichtungen verbunden, wenn die verwendeten gen ist. 

optischen Einrichtungen bei vorgegebenen Auftreffwin- Die Variation des Einstrahlwinkels in dem vorgebba- 
kein von 20, 60 und 85° den selben Auftreffbereich tref- 50 ren Bereich um den Glanzwinkel wird durch entspre- 
fen sollen. Der hohe apparative Aufwand ist mit ent- chendes Schwenken oder Kippen des gesamten Reflek- 
sprechenden Herstellungskosten verbunden und macht tometers um die Fiachennormale der zu untersuchen- 
das MeBgerat schwer und unhandlich. Daruberhinaus ist den Oberflache in der durch die optische Achse und die 
bei der Vielzahl optischer Baugruppen die Gefahr, das Fiachennormale gebildeten Ebene auf einfache Weise 
eine zu erheblichen MeBfehlern fuhrende ungenaue Ju- 55 ermdglicht Dadurch ergibt sich der erhebliche Vorteil, 
stage vorgenommen wird, nicht vollstandig auszuschlie- daB jeghche Veranderung der einmalig durchzufOhren- 
Ben. den Justage der zur Durchf flhrung der Messung erfor- 

Ausgehend von den Mangeln des Standes der Tech- derlichen optischen Einheiten entfailt Die einmalige Ju- 
nik liegt der Erfindung die Auf gabe zugrunde, ein ver- stage der ersten, die Strahlungsquelle aufweisenden op- 
bessertes Verfahren der eingangs genannten Gattung 60 tischen Einheit und der zweiten, einen als strahiungs- 
nebst einer zur Verf ahrensdurchf Ohrung geeignete Vor- empfindlichen Sensor ausgebildeten Empfanger aufwei- 
richtung zu schaffen, durch welches mit konstruktiv ein- senden optischen Einheit unter Einstellung von im we- 
fachen Mitteln bei bequemer Handhabbarkeit aussage- sentlichen gleichen Winkels ihrer optischen Achsen zu 
kraftigere reproduzierbare MeBwerte zur Ermittlung einer Normalen in Bezug auf die zu untersuchende 
des Glanzgrades von Oberfiachen bereitgestellt werden 65 Oberflache braucht noch nicht einmal mit hdchster Pra- 
k&nnen. zision zu erfolgen, da durch die Messung "um das Glanz- 

Diese Aufgabe wird mit den kennzeichnenden Merk- maximum herum 0 der exakte Reflexionswinkel mit 
malen der AnsprQche 1 bzw. 10 gelds t uberstrichen wird und damit als MeBergebnis ausge- 
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wertet werden kann. 

Wahrend des Schwenkvorgangs wird durch einen ge- 
eignet ausgebildeten Neigungsmesser der augenblickli- 
che Neigungswinkel (Strahlaustrittswinkel) der opti- 
schen Achse der die Strahlungsquelle aufweisenden er- 5 
sten optischen Einheit stetig oder in einer vorgebbaren 
Staffelung gemessen. Durch eine Auswerte- Einheit wer- 
den die von der zweiten optischen Einheit empfangenen 
reflektierten Strahlungsanteile dem jeweiligen Nei- 
gungswinkel zugeordnet und nach entsprechender Si- 10 
gnalwandlung einer Anzeige-Einrichtung zugeleitet. 
Die Anzeige-Einrichtung gibt den Zusammenhang der 
reflektierten StrahJungsmenge R als Funktion des Nei- 
gungswinkel y (bzw. der Winkelbetragsanderung a 
durch Schwenken des Reflektometers) der optischen 15 
Achse der ersten optischen Einheit zur Fiachennorma- 
len der hinsichtlich ihres Glanzgrades zu untersuchen- 
den Oberfiache in Form einer geschlossenen MeBkurve 
wieder. Aus der Analyse des Kurvenveriaufes wird der 
Glanzgrad der entsprechenden Oberfiache ermittelt. 20 
Dadurch ergibt sich weiterhin als erheblicher Vorteil 
gegenuber diskreten Einzelmessungen, daB aus dem 
Kurvenverlauf nicht nur Maxima und Minima ermittei- 
bar sind, sondern z. B. auch die mittlere Offnungsweite 
der MeBkurve bei einem lokalen Maximum im Bedarfs- 25 
fall fiir die Bestimmung der Oberflachengiite herange- 
zogen werden kann. Hierbei ist — je nach MeBaufgabe 
— eine ganze Anzahl von unterschiedlichen giinstigen 
Auswertungsmdglichkeiten denkbar, welche sich unter- 
schiedliche Eigenschaften des sich als Maximum auspra- 30 
genden FunkUonsverlaufs ausnutzen. Dazu gehoren die 
"Bandbreite" bezogen auf Werte, die um einen vorgege- 
benen Abfall vom Maximum entfernt sind oder die Flan- 
kensteigung oder das Amplituden-Verhaltnis des maxi- 
malen Werts zu benachbarten Werten vorgegebener 35 
Steigung. 

Entsprechend einer anderen vorteilhafte AusfGh- 
rungsform der Erfindung weist das zur Ermittlung des 
Glanzgrades verwendete Vorrichtung ein Gehause auf, 
dessen BodenflSche mit einer Durchtrittsoffnung fur die 40 
Strahlung versehen ist und aus zwei gegeneinander ge- 
neigten Teiiflachen besteht Die beiden Teiiflachen sind 
gegenuber der Horizontalen um das gleiche MaB ge- 
neigt und schlieBen dabei einen stumpfen Winkel ein, 
dessen Scheitelpunkt im wesentlichen in er Mitte der 45 
Durchtrittsdf fnung fiir die Strahlung angeordnet ist 

Die erfindungsgemaBe Vorrichtung zur Durchfiih- 
rung der Strahlungsmessung zur Ermittlung des Glanz- 
grades von OberflSchen weist ein an seiner Unterseite 
offenes Gehause auf, in welchem das vorstehend be- 50 
schriebene Reflektometer schwenkbar gelagert ist In- 
nerhalb des Gehauses sind in vorteilhafter Weise Mittel 
vorgesehen, welche das Reflektometer in einer Stellung 
halten, bei der sich eine der abgewinkelt angeordneten 
Bodenteilflachen in waagerechter Postiuon befinden. 55 
Das far die Messungen vorgesehen Schwenken erfolgt 
derart, daB sich bei Beendigung des Schwenkvorganges 
die jeweils andere der geneigt angeordneten Bodenteil- 
flachen in waagerechter Position befindet 

Wird das Reflektometer entsprechend einer anderen 60 
vorteilhaf ten Weiterbildung der Erfindung derart inner- 
halb des Gehauses gefuhrt, daB die sich eine der Bodent- 
eilflachen des Reflektometers in der Ebene der offenen 
Gehauseunterseite befindet, so kann in einem Schwenk- 
vorgang der gesamte far die Messungen nutzbare Va- 65 
riationsbereich des Reflexionswinkels ohne Einsatz spe- 
zieller MeBmittel ausgenutzt werden. Demzufolge be- 
findet sich das Reflektometer am Ende des Schwenk- 



vorgangs mit der anderen seiner beiden Bodenteilfla- 
chen in der Horizontalen bzw. in der Ebene der offenen 
Gehauseunterseite. Die gewunschte Anderung des Ein- 
strahlwinkels der Strahlungsquelle des Reflektometers 
in Bezug auf die Einstrahlrichtung des reflektierten An- 
teils zum Strahlungsempfanger entspricht dabei der 
doppelten Anderung des Neigungswinkels der Bodent- 
eilflachen des Reflektometers gegenuber der zu unter- 
suchenden Oberfiache. 

Entsprechend einer anderen gUnstigen Weiterbildung 
der Erfindung ist an der Vorrichtung ein Deckel vorge- 
sehen, welcher die Oberseite des Gehauses bei teilwei- 
sem EinschluB der Seitenwande ubergreift Der Deckel 
steht mit einem aus dem Gehause herausragenden Teil 
des Reflektometers derart in Wirkungseingriff, daB bei 
einer vertikalen Verschiebung des Deckels nach unten 
die fur das MeBverfahren erforderliche Schwenkbewe- 
gung des Reflektometers ausgelost wird Durch inner- 
halb des Gehauses vorgesehene elastische Mittel bei- 
spielsweise Federelemente, ist die erfolgte Schwenkbe- 
wegung reversibel, wenn die Druckkraft zur Deckelbe- 
wegung entfallt Bei anderen vorteilhaften Ausfuhrun- 
gen der Erfindung kann der Antrieb der Schwenkbewe- 
gung auch motorisch erfolgen. 

Andere vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung 
sind in den Unteranspruchen gekennzeichnet bzw. wer- 
den nachstehend zusammen mit der Beschreibung der 
bevorzugten Ausfuhrung der Erfindung anhand der Fi- 
guren naher dargestellt Es zeigen: 

Fig. 1 eine schematisierte Darsteilung eines Langs- 
schnittes durch die bevorzugte Ausfuhrungsform eines 
verf ahrensgemaB verwendeten Reflektometers, 

Fig. 2 die Blockdarstellung der Datenaufbereitung in 
dem Reflektometer gemafi Fig. 1, 

Fig. 3 ein Langsschnitt durch eine Vorrichtung zur 
Ermittlung des Glanzgrades von Oberflachen, 

Fig. 4 die grafische Darsteilung einer erfindungsge- 
maB ermittelten MeBkurve zur Bestimmung des Glanz- 
grades von einem bedruckten Papier sowie 

Fig. 5 die Darsteilung einer MeBkurve zur Bestim- 
mung des Glanzgrades von Schwarzglas. 

Das in Fig. 1 als Langsschnitt dargestellte Reflekto- 
meter 1 weist eine erste optische Einheit 2 mit einer 
Strahlungsquelle 4 sowie einem Linsen/Blenden-System 
5 und eine zweite optische Einheit 3 mit einem Linsen/ 
Blenden-System 6 und einem Strahlungsempfanger 7 
auf. Die von dem Strahlungsempfanger 6 erfaSten 
Strahlungsanteile werden einer Auswerte- Einheit 9, in 
welcher gleichzeitig eine erforderliche Analog/Digital- 
wandlung (vergleiche Fig. 2) durchgefOhrt wird, zuge- 
fflhrt und von dort uber eine Ansteuerungs-Einheit 8 in 
einem Display (19) zur Anzeige gebracht Die Bodenfia- 
che des Reflektometers 1 ist in zwei im wesentlichen 
gleichgroBe Teiiflachen 1 1, 12 gegliedert, welche in Mit- 
telstellung jeweils um den gleichen Winkelbetrag Ao 
gegenuber der waagerecht positionierten, quaiitativ zu 
bewertenden Oberfiache 18 eines Kdrpers 13 geneigt 
sind. Sie schlieBen dabei einen stumpfen Winkel zwi- 
schen sich ein, dessen Scheitelpunkt sich in der Mitte der 
Durchtrittsdffnung 17 fttr die Strahlung 15, 16 befindet 
Aus der in Fig. 1 gezeigten Grundposition kann das Re- 
flektometer 1 um den Scheitelpunkt des stumpfen Win- 
kels in der durch die optischen Achsen der Einheiten 2, 3 
und der Normalen 14 aufgespannten Ebene in beiden 
Richtungen jeweils um den Winkelbetrag Act ge- 
schwenkt werden. (Bei einem MeBvorgang ist es dabei 
aber ausreichend, wenn eine einmalige Schwenkbewe- 
gung aus einer Anschlagsposition in die andere ausge- 
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fuhrt wird.) 

Der Einstrahlwinkel (Reflexionswinkel, bei den ein 
Teil der von der Strahlungsquelle 4 abgegebenen Strah- 
lung 15 wie bei einem Spiegel von der Oberfiache 18 
reflektiert wird) der ersten optischen Einheit 2 wird da- 5 
bei maximal urn den Wert 2Aa bei unver&nderter Win- 
kelzuordnung der beiden optischen Einheiten 2, 3 gean- 
dert, ohne daB eine spezielle J us tag e erforderlich ware. 

Wahrend des Schwenkvorganges wird durch den im 
Reflektometer 1 vorgesehen Neigungsmesser 10 jede 10 
Neigungsanderung Qber einen geeignet ausgebildeten 
Tastkopf 32 in vorgebbarem SchrittmaB erfaBt und dem 
jeweiiigen durch die Messung erf aB ten Reflexions wert 
am Strahlungsempf anger 7 in der A us werte- Einheit 9 
zugeordnet Die Anzeige der MeBwerte (Reflexions- 15 
wert R) auf dem Display 19 erfolgt deshalb in gunstiger 
Weise ais Darstellung der Funktionskurve R = f(Aa), 
deren charakteristische Merkmale (unterschiedliche 
Amplituden, Maxima, mittiere Breite des Maximums 
u£.) zur Ermittlung des Glanzwertes der untersuchten 20 
Oberfiache 28 herangezogen werden. 

Bei einer Ausfuhrung mit motorischem Antrieb der 
Schwenkbewegung wird der Neigungsmesser beispiels- 
weise ersetzt durch einen Schrittmotorantrieb, der eine 
Spindel betatigt, die sich an Stelle des Tastkopfes 32 an 25 
der Oberfiache abstutzt. Ein Ausgangssignal der Posi- 
tionssteuerung des Schrittmotors ersetzt dann das Aus- 
gangssignal des Tastkopfes. Der Schrittmotor wird da- 
bei derart angesteuert, daB der vorgesehene schwenk- 
bereich bei einem Arbeitshub durchf ahren wird 30 

In Fig. 2 ist eine vorteilhaf te Ausfuhrungsf orm einer 
Schaltung far die datenmaBige Aufbereitung der ermit- 
telten MeBwerte der Reflexion und des jeweiiigen Nei- 
gungswinkel Aa in der A uswerte- Einheit 9 dargestellt 
Die fur das Eingeben der ermittelten MeBwerte in den 35 
Speicher 37 erforderliche Festlegung der Speicher- 
adressen werden die Werte der Neigungsmessung nach 
Passieren eines Analog-/Digitalwandlers 38 zur spalten- 
und zeilenweise Ansteuerung des Adressenregisters 40 
des Speichers 37 benutzt und die MeBwerte der Refle- 40 
xion nach Passieren eines Analog-ADigital-Wandlers 39 
in dem entsprechenden Speicherplatz 37* abgelegt Die 
Entnahme der gespeicherten Reflexions-MeBwerte 
durch die Ansteuer- Einheit 8 erfolgt in gleicher Reihen- 
folge. In der dargestellten Einheit kann auch eine Aufbe- 45 
reitung der ermittelten MeBwerte in der Weise erfolgen, 
daB Kennwerte ermittelt werden, welche den Verlauf 
der weiter unten dargestellen Kurvenverlaufe des Re- 
flexionsverhaltens charakterisieren. 

Fig. 3 zeigt in schematisierter Schnittdarstellung eine 50 
Einrichtung V zur Glanzgradbestimmung, welche mit 
einem Reflektometer 1 der in Fig. 1 dargestellten Art 
ausgerustet ist Die Einrichtung 1' weist ein Kunststoff- 
Gehause 20 mit zwei an den Seitenwanden angeformten 
und einander gegenQberliegenden Lagerschalen 23 auf, 55 
in welchen das Reflektometer 1 mit jeweils einem, an 
der AuBenwandung des Reflektometers 1 mittig vorge- 
sehenen Lagerzapfen 22 eingreift und dadurch auf ein- 
fache Weise urn seine Mittelachse schwenkbar angeord- 
net ist. 60 

Innerhalb des Geniuses 20 sind Federelemente 21 
vorgesehen, welche das Reflektometer 1 in einer Posi- 
tion halten, in welcher sich eine der beiden geneigt an- 
geordneten Teilflachen 11 des Reflektometerbodens 
parallel zu der zu bestrahlenden Oberfiache erstreckL 65 
Gleichzeitig ragt in dieser Position eine an der Obersei- 
te des Reflektometers 1 befindlicher Steg 24 aus dem 
Gehause 20 heraus. Dieser Steg befindet sich in Wir- 
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kungseingriff mit einem, das Gehause 20 an dessen Sei- 
tenwanden zumindest teilweise Obergreifenden Deckel 
26. Dazu weist der Deckel 26 an seiner Innenseite in 
gunstiger Weise eine Traverse 34 mit einem Dorn 36, 
welcher in eine Ausnehmung 35 des Steges 24 eingreift 
Die Ausnehmung 35 ist als Langloch ausgebildet, so daB 
dem Dorn 36 wahrend der Schwenkbewegung des Re- 
flektometers 1 einen ausreichend groBen Freiraum zur 
Verfugung steht Die Wulst ist auBerhalb der Mittelach- 
se 14 des Reflektometers 1 angeordnet, so daB bei einer 
Vertikalbewegung des Deckels 26 gegen die Kraftwir- 
kung der Feder 21 nach unten das Reflektometer 1 urn 
das Doppelte des Neigungswinkels Aa der Teilabschnit- 
te 11, 12 des Reflektometerbodens geschwenkt, wo- 
durch sich am Ende der Schwenkbewegung der Teilab- 
schnitt 12 der Bodenflache parallel zu der zu bestrahlen- 
den Oberfiache erstreckt 

Durch als Nut/Feder-Kombination ausgebildete Fuh- 
rungsmittel 33 wird dabei in gunstiger Weise ein Ver- 
kanten des Deckels 26 vermieden. Nach Loslassen des 
Deckels 26 bewegt sich das Reflektometer 1 reversibel 
in seine Ausgangsposition, wobei die Bewegung durch 
einen Anschlag 25 begrenzt wird Die konkave bzw. 
konvexe Ausbildung der Innenwande des Geniuses 20 
und der entsprechenden AuBenwandung des Reflekto- 
meters 1 gewahrleistet eine sichere FOhrung und einen 
reproduzierbaren Bewegungsablauf beim Schwenken. 
Dadurch ergibt sich als besonderer Vorteil, daB die 
MeBvorrichtung sofort nach Durchfahrung eines MeB- 
vorgangs erneut meBbereit ist Die Absenkbewegung 
des Deckels 26 kann manuell oder durch eine (nicht 
dargestellte Antriebseinrichtung) automatisch vorge- 
nommen werden. 

In den Fig. 4 und 5 sind die durch die in Fig. 3 gezeigte 
MeBeinrichtung V aufgenommenen winkelabhangig 
aufgenommenen Reflexions-MeBwerte R. Die Darstel- 
lung erfolgt dabei in Abhangigkeit von der jeweiiigen 
Neigung des Reflektometers bzw. der Abweichung Aa 
des jeweiiigen Neigungswinkels von dem Glanzwinkel 
a in Form einer Funktionskurve R — f(Aa) fur zwei 
Materialien mit unterschiedlichem Glanzgrad ihrer 
Oberflachen graflsch dargestellt Die Kurvenverlaufe 
fur einen Hochglanzdruck (Fig. 4) und eine Schwarz- 
glas-Flache (Fig. 5) weisen einen im wesentlichen glok- 
kenformigen Verlauf mit einem ausgeprftgten Maxi- 
mum der reflektiert en Strahlungsanteile R fOr den Glan- 
zwinkel a auf. 

Nach vorheriger Eichung der MeBeinrichtung sind 
aus dem Maximal-Amplituden 28, 29 die Werte fur den 
entsprechenden Glanzgrad direkt ablesbar oder der 
Glanzgrad wird durch geeignete Quotientenbildung aus 
den minimalen und maximalen MeBamplituden 27, 29 
bzw. 26, 28 der reflektierten Strahlungsanteile errech- 
net Es kdnnen aus den aufgenommenen Werten auch 
weitere, den Kurvenverlauf kennzeichnende Werte er- 
mittelt werden. Diese betreffen beispielsweise die mitt- 
iere Breite des Maximums, die mittiere Steigung der 
Flanken oder auch das Verhaltnis von Oberh6hung und 
mittlerer Breite des Maximums. Je nach Anwendungs- 
f all kann dem Benutzer aber auch der gesamte Kurven- 
verlauf in grafischer Darstellung angezeigt oder als ge- 
speicherte Werte zur VerfQgung gestellt werden. 

Durch die Darstellung des Verlaufs des Glanzes in 
Abhangigkeit von Winkeln, die dem Glanzwinkel be- 
nachbart sind, ist in gunstiger Weise eine Angabe Qber 
den "Gianzschieier" mSglich. Als MaB fur diese GrdBe 
wird die mittiere Offnungsbreite 30, 31 der MeBkurve 
im Bereich des jeweiiigen Maximums 28, 29 herangezo- 
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gen. Nach dieser Betrachtungsweise weist die Schwarz- 
glas-Oberflache im Vergleich zum Hochglanzdruck ei- 
nen starkeren Glanz auf, wogegen der Glanzschleier 
beim Hochglanzdruck ausgepragt ist 

Die Erfindung beschrankt sich in ihrer Ausfuhrung 5 
nicht auf das vorstehend angegebene bevorzugte Aus- 
fuhrungsbeispiel. Vielmehr ist eine Anzahl von Varian- 
ten denkbar, welche von der dargestellten Ldsung auch 
bei grundsatzlich anders gearteten Ausfuhrungen Ge- 
brauch macht 10 

Patentanspruche 

1. Verfahren zur Ermittlung des Glanzgrades einer 
Oberflache mittels eines Reflektometers, welches 15 
aufweist: 

eine opiische Strahlungsquelle zum Aussenden ei- 
nes Strahlenbundels, welches die Oberflache unter 
einem Winkel a — bezogen auf die Flachennorma- 
le - trifft ^ 20 

einen in einem im wesentlichen dem Einfallwinkel a 
entsprechenden (Ausfail- )Winkel zur Flachennor- 
malen ausgerichteten, auf der gegentlberliegenden 
Seite angeordneten, Strahlungsempfanger zu Auf- 
nehmen der von der auszumessenden Oberflache 25 
reflektierten MeBstrahls, 

eine Baugruppe zum Ermitteln des Glanzgrades 
aus der durch den Strahlungsempfanger aufgenom- 
men Strahlung und Ausgabe einer entsprechenden 
Gr5Be, 30 
eine Anzeige- und/oder Speichervorrichtung zum 
Anzeigen bzw. Festhalten der dem Glanzgrad ent- 
sprechenden GrdBe, 
dadurch gekennzeichnet, 

— daB der Einfalls- und/oder Ausfallswinkel 35 
des MeBstrahls durch Verschwenkung der Po- 
sition der Strahlungsquelle bzw. des Strah- 
lungsempfangers innerhalb eines Winkelbe- 
reichs verandert wird, der eine wesentliche 
Verringerung der reflektierten Strahlung beid- 40 
seits des Reflexionsmaximums einschlieBt und 

— daB im Bereich des Schwenkwinkels eine 
Anzahl von dem Glanzgrad entsprechenden 
Gr6Ben festgehalten wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 45 
zeichnet daB die dem Glanzgrad entsprechenden 
GrdBen im Speicher in Zuordnung zu dem jeweili- 
gen Winkel, bei dem sie gemessen wurden — oder 
einer davon abgeleiteten GrdBe — , festgehalten 
werden. so 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die positive und die negative Winkel- 
abweichung vom Winkel der maximalen Reflexion 
im wesentlichen den selben Wert aufweisen. 

4. Verfahren nach einem der vorangehenden An- 55 
spriiche, dadurch gekennzeichnet daB als Glanz- 
grad ein MeBwert ausgegeben wird, der bei einem 
Winkel ermittelt wurde, bei dem sich durch Ver- 
schwenken nach beiden Seiten urn denselben Win- 
kelwert Aa dieselbe Verringerung der reflektierten 60 
Strahlung R ergibt 

5. Verfahren nach einem der vorangehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die reflek- 
tierte Strahlung R in Abhangigkeit von der jeweili- 
gen Verschwenkwinkel (Aa) auf einem Display 65 
wiedergegeben oder in dem Speicher festgehalten 
wird. 

6. Verfahren nach einem der vorangehenden An- 



spruche, dadurch gekennzeichnet, daB als weitere 
GrdBe eine demjenigen Verschwenkwinkel ent- 
sprechende GraBe ausgegeben wird, bei dem sich 
die reflektierte Strahlung — vom Maximum ausge- 
hend — um einen vorgegebenen Wert vermindert 

7. Verfahren nach einem der vorangehenden An- 
sprilche, dadurch gekennzeichnet, daB als weitere 
GrdBe eine demjenigen Verschwenkwinkel ent- 
sprechende GrOBe ausgegeben wird, bei dem sich 
die reflektierte Strahlung — vom Maximum ausge- 
hend — bis zu einem Wert vermindert, von dem 
ausgehend sie sich mit einer vorgegebenen Stei- 
gung — bezogen auf die Winkelanderung — weiter 
vermindert. 

8. Verfahren nach einem der vorangehenden An- 
sprflche, dadurch gekennzeichnet, daB der Ver- 
schwenkwinkel im wesentlichen ±5* betragt. 

9. Verfahren nach einem der vorangehenden An- 
sprflche, dadurch gekennzeichnet, daB das Schwen- 
ken durch Kippen des gesamten Reflektometers 
um eine auf der auszumessenden Oberflache auflie- 
genden Scheitelkante erfolgt. 

10. Reflektometer zur Durchfuhrung des Verfah- 
rens nach einem der vorangehenden Ansprttche, 
gekennzeichnet durch ein Gehause, dessen Boden- 
fiache aus zwei Teilfiachen (11, 12) besteht, welche 
reiauv zueinander um einen stumpfen Winkel ge- 
neigt sind und im Bereich einer senkrecht zur 
Strahlebene verlaufenden Scheitelkante aneinan- 
dergrenzen, wobei in dem Scheitelbereich die 
Durchtrittsdffnung (17) fttr die Strahlung (15, 16) 
vorgesehen ist 

11. Reflektometer nach Anspruch 10, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB ein auf der auszumessenden 
Oberflache abstellbares Gehause (20) vorgesehen, 
in dem der schwenkbare Teil (1) drehbar gelagert 
ist. 

12. Reflektometer nach einem der Anspruche 10 
oder 11, dadurch gekennzeichnet, daB der schwenk- 
bare Teil (1) in dem Gehause (20) mit der ersten 
Teilfiache (11) seiner Bodenfiache in einer Aus- 
gangslage vor dem Verschwenken parallel zur aus- 
zumessenden Oberflache ausgerichtet ist 

13. Reflektometer nach Anspruch 1Z dadurch ge- 
kennzeichnet, daB mindestens ein sich am Gehause 
(20) abstutzendes, insbesondere als Schraubenf eder 
ausgebildetes, eiastisches Element (21) vorgesehen 
ist das eine Ruckstellkraft auf den schwenkbaren 
Teil (1) in Richtung auf seine Ausgangslage ausubt 

14. Reflektometer nach einem der AnsprQche 10 bis 

13, dadurch gekennzeichnet daB die Lagerung des 
beweglichen Teils im Bereich der Innenseiten von 
zwei einander gegenCiberliegenden Seitenwanden 
des Gehauses (20) jeweils ein in gegenseitigem Ein- 
griff befindliches konkaves und konvexes Element 
aufweist 

15. Reflektometer nach einem der Ansprfiche 10 bis 

14, dadurch gekennzeichnet daB ein, das Gehause 
(20) bei teilweisem EinschluB seiner Seitenwande 
ubergreifender und vertikal in Richtung auf die 
auszumessende Oberflache verschieblich gefuhrter 
Deckelteil (26) vorgesehen ist, der mit dem beweg- 
lichen Teil (1) derart in Wirkungseingriff steht daB 
der bewegliche Teil mit dem Annahern des Deckei- 
teils an die auszumessende Oberflache. 

16. Reflektometer nach Anspruch 15, dadurch ge- 
kennzeichnet daB der Wirkungseingriff einseitig 
Qber einen aus dem Gehause (20) herausragenden. 
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an der Oberseite des Reflektometers (1) auBerhalb 
dessen Mittelachse (14) befindlichen Steg (24) oder 
Zapfen erfolgt. 

17. Reflektometer nach einem der Anspruche 10 bis 
16, dadurch gekennzeichnet, daB ein MeBwertauf- 5 
nehmer (10) fur den aktuellen Winkel (Aa) der Ver- 
schwenkung vorgesehen ist 

18. Reflektometer nach Anspruch 17, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der MeBwertaufnehmer einen 
Wegaufnehmer aufweist, der den Abstand eines 10 
Bereichs einer der Teilflachen von der auszumes- 
senden Oberflache ermittelt 

19. Reflektometer nach einem der vorangehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Schwenkbewegung durch einen motorischen An- t5 
trieb erfolgt. 
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